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Ｘ線回折法による結晶化度測定
．原理

結晶質（ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ）

構成する原子や分子が
３次元的に規則正しく
配列している状態。

結晶質（ピーク）

非晶質（ハロー）

バッググラウンド

結晶質と非晶質が混在している試料の結晶質割合（結晶化度）は、Ｘ線回折法によりを求めることが可能
です。図 に示すように結晶質による回折線はピークとなり、非晶質による散乱光はハローとして検出され
ます 図 ）。このハローと結晶性ピークのフィッティングを行い、各強度を解析することで結晶化度を算出
することができます。

≪測定≫

①試料を乳鉢で10μm程度にまで粉砕し、

試料ホルダーに充填します。

②回転させながら測定します。

試料を回転させることにより、配向の影響を軽減でき、

再現性の良い結果が得られます。

≪解析≫

結晶質部分（ピーク）と非晶質部分 ハロー のフィッティ
ングを行い、各積分強度を以下の式に当てはめて
結晶化度 を算出します。 図 ．測定結果

測定試料条件

・回転測定のため試料は粉末で ｇ以上必要

・測定対象物質 ： 無機材料一般 （例）非晶質 中の結晶質 含有量等

・結晶成分と非晶成分を構成する化学組成は同一であること

・配向していないこと

・非晶成分による干渉性散乱強度曲線の形状が確定できること

非晶質（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ）

構成する原子や分子が
規則正しく配列していない
状態（無秩序な配列の状態）。

干渉性散乱強度曲線

図 ．結晶質と非晶質回折線比較

Ｘ ×
：結晶性散乱積分強度
：非晶性散乱積分強度

※測定精度は試料条件によって異なりますので、お気軽に相談下さい

No.HRM-1012Technical Report

お問合せはこちら

技術のお問合せ先:瀬戸内事業所　材料営業部　TEL:079-236-0041　FAX:079-236-1501

https://www.nstec.nipponsteel.com/inquiry/inquiry01/input/

